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摘要(译)

一种用于测量和/或分析主体外部部分的至少一个参数的装置（1）包括
至少一个构造成放置在所述外部部分附近的表面（3）。该装置或者a）
被配置为能够在所述外部部分上建模并且由包含无机材料的材料制成，
或者b）被配置为不能在所述外部部分上建模并且基本上由至少一个无机
材料制成。材料。当装置（1）被配置为不能被建模时，并且当限定表面
（3）的材料不是纤维形式和颗粒形式中的至少一种时，表面包括除玻璃
之外的无机材料。
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